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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

LISTE PRELIMINAIRE DE TERMES DE BASE ET DE DEFINITIONS
APPLICABLES A LA FIABILITE DES MATERIELS ELECTRONIQUES
ET DE LEURS COMPOSANTS (OU PIECES DETACHEES)

PREAMBULE
1) Les|décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques(prépar¢ mités d’Etudes
ol1 ont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, exprimeg esure possible
un jaccord international sur les sujets examinés. B

2) Ces| décisions constituent des recommandations internationales et sont agréé ités nationaux.

3) Daps le but d’encourager cette unification internationale, la CEI exprimeNe\vee s nationaux ne
poskédant pas encore de régles nationales, lorsqu’ils préparent ces #¢gle G a hle de ces regles
les recommandations de la CEI dans la mesure ol les condjtions natidgale :

4) Onjreconnait qu’il est désirable que ’accord international sur ¢es questions solt suivi o effort pour harmjoniser les régles

nat onale% de normallsatlon avec ces recommandqnons dans la g u lesconditions nationales le permettent. Les
Co
Ila présente recomipd i ; omité d’Etudes N°¢ 56 de la CEI:|Fiabilité des

comppsants et des matén

Wn projet fut digcuté1oxs s Y enue 2 Tokyo, & la suite de laquelle un nouvdau projet fut
soumis a I’app i gmi i uivant la Régle des Six Mois en décembre 1965. Les com-
mentdires regus e iseuté e la Munion tenue & Hambourg en 1966 et un projet révisé fut sou-
mis 3 i Rjté iowaux suivant la Procédure des Deux Mois en janvier| 1967.
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Suisse
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRELIMINARY LIST OF BASIC TERMS AND DEFINITIONS FOR THE
RELIABILITY OF ELECTRONIC EQUIPMENT AND THE COMPONENTS
(OR PARTS) USED THEREIN

FOREWORD VAN
1) The formall decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technicak ch all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as neapty as intefrational
consensus|of opinion on the subjects dealt with.

2) They havq the form of recommendations for international use and they are acceptéd by th itteps in that
sense.

3) In order tp promote this international unification, the IEC expresses the wish that\a 3 mittees having as
yet no natjonal rules, when preparing such rules, should use the 1E C rego endations’ as the apfiental basis|for these
rules in sp far as national conditions will permit.

4) The desirgbility is recognized of extending international agreemen $Se hvan endeavour to harmonize
national standardization rules with these recommegdations in a ijons will permit. The [National
Committees pledge their influence towards that/end

This 1] pility of
Electronic
A first] w draft
was submit er 1965.
Comments raft was
submitted ry 1967.
The fi
Switzerland
X Turkey
Union of Soviet Socialist
Republics
United Kingdom
Japan United States of America
South Africa Yugoslavia

Sweden
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LISTE PRELIMINAIRE DE TERMES DE BASE ET DE DEFINITIONS
APPLICABLES A LA FIABILITE DES MATERIELS ELECTRONIQUES
ET DE LEURS COMPOSANTS (OU PIECES DETACHEES)

1. Objet

Cette recommandation définit une liste préliminaire de termes de base destinée essentiellement
4 la fiabilité des matériels électroniques et de leurs composants. Les sujets connexes, tels que:
méthodes statistiques, mathématiques, essais spécifiques, et procédure de mesures pour des dispo-
sitifs particuliers, sont supposés étre convenablement traités par d’autres d/oewnts internationaux.
Par conséquent, ces sujets ne font pas partie de la présente recom

Cette liste sera complétée ultérieurement lorsque des terme ites |actuellement
a I’é¢tude seront adoptés.

2. Introduction
Le terme « dispositif » est employé pour désigne Y me, systéme
ou équipement électronique que 1’on peut considérei individuelicn e séparément.
Pour éviter des répétitions, le mot « dispositif » est iS¢ A1 e s, une popu-

Dans les définitions qui font appel au gonge fendps », ptte grandeur
une autre grandeur, par exemple Wne dist e de tycles, ou toute aytre grandeur
des dispositifs considérds — soit en
, etc. — mais il exclut la duré¢ d’indisponi-

doit &tre pris dans son sens statistifjue.

termes suivants

. dispositif exprimé par la probabilité qu’il accomplisse [une fonction
onditions données, pendant un temps donné.

irieur de certaines limites de confiance, fiabilité d’un dispositif déternjinée a partir
de’résultats soit d’essais, soit d’exploitation, sur des dispositifs nominalement iddntiques.

Note. — La source des résultats doit étre donnée. Les résultats ne peuvent &tre cumulés (composés) quc si toutes
les conditions sont semblables. Eventuellement, on peut utiliser des estimations ponctuelles dont 1’estimateur
doit étre défini.

3.3 Fiabilité extrapolée
Extension, par extrapolation définie ou par interpolation, de la fiabilité estimée & des durées
ou des conditions de contrainte différentes de celles utilisées pour la détermination de la fiabilité
évaluée.
3.4 Fiabilité prédite (d’un équipement)
Fiabilité d’un équipement calculée a partir de considérations sur sa conception et de la
fiabilité de ses composants dans les conditions prévues d’emploi.


https://iecnorm.com/api/?name=32f1d2c4f5391fd1c90b8f3880eb308f

PRELIMINARY LIST OF BASIC TERMS AND DEFINITIONS FOR THE
RELIABILITY OF ELECTRONIC EQUIPMENT AND THE COMPONENTS
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3.3

34

(OR PARTS) USED THEREIN|

Scope

This Recommendation defines a preliminary list of basic terms primarily intended for the
reliability of electronic equipment and the components (or parts) used therein. Related subjects,
such as statistical methods, mathematics, detail testing and measurement procedures for
particular items, are assumed to be adequately covered by other international documents. These
su wjfxr‘fq therefore form no part of this Recommendation O\

This list will be extended later as additional terms now under ¢ agreed.

Ingroduction

The term “item™ is used to denote any electronic part, : quipment
thit can be individually considered and separately tested id\eépetiti > includes
itdms, population of items, sample, etc., where the conte i

In definitions where “time” is used, this parametér b 3 cycles, or
other quantities or units as may beg.approprif

This concept may cover any durd
offeration or in storage, readiness,

r in actual

h
L.

Where the adje | sense.

Rieliability concepts
Reliability
G
I a stated
par
D stving terms

n item expressed by the probability that it will perform h required

of an item determined within stated confidence limits from tests or field failure

datdon nomindlly identical items.

Note. — The source of the data shall be stated. Results can be accumulated (combined) only when all the conditions
are similar. Alternatively, point estimates may be used, the basis of which shall be defined.
Extrapolated reliability

Extension by a defined extrapolation or interpolation of the assessed reliability for durations
or stress conditions different from those applying to the conditions of that assessed reliability.

Predicted reliability (of an equipment)

The reliability of an equipment computed from its design considerations and from the relia-
bility of its parts in the intended conditions of use.
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4.2

4.3

4.4

Concepts de défaillance

Défaillance

Fin de I’aptitude d’un dispositif & accomplir sa fonction requise.

Les défaillances peuvent étre classées comme suit:
a) Par la cause:

1.  Dues a un mauvais emploi

Défaillances attribuables A ’application de contraintes au-deld des possibilités données du

dispositif.

2. Dues a des faiblesses inhérentes TN

2. Compleétes

Défaillances attribuables a des faiblesses inhérentes au disp
contraintes ne sont pas au-deld des possibilités données.

b) Par leur vitesse d’apparition:

1. Soudaines
Défaillances qui n’auraient pas pu &tre prévues pds

2. Progressives

eyr des ca

lorsque les

ractéristiques.

Défaillances qui auraient pu &tre prévues {par(uy examen antérieur des caractéristiques.

¢) Par leur degré:

1.  Partielles

Défaillances résultant de df ; des caractéristiques au-dela des

fiées mais telles qu’elles n

limites spéci-
tion requise.

Défaillanges\ ré Syiali de ou des caractéristiques, telles qu’elles entrainent

Périvde des_défaillances précoces

une dispagition. de ta {on. requise. Les limites correspondant a cette catédorie sont des
r‘ﬂ& ¢ spécifl ] ¢ but.

Période éventuelle au début de la vie d un dispositif, commencant a un instant spécifié et

pendant laquelle le taux de défaillance décroit rapidement (voir note 1).

Période a taux de défaillance constant

Période éventuelle de la vie du dispositif pendant laquelle le taux de défaillance est sensi-

blement constant (voir note 1).

Période des défaillances d’usure

Période éventuelle de la vie d’un dispositif pendant laquelle le taux de défaillance augmente

rapidement & cause du processus de détérioration (voir note 1).
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4.1

4.1.1

4.2

4.3

4.4

Failure concepts

Failure

The termination of the ability of an item to perform its required function.

Failures may be classified as follows:

a)
1.

b)

Ea

~

As to cause:

Misuse failure

Failures attributable to the application of stresses beyond the stated capacities of t

Inherent weakness failure TN

he item.

Failures attributable to weakness inherent in the item itself when subjested to s}»ﬁ
the stated capabilities of that item.

As to suddenness:

Sudden failure

Failures that could not be anticipated by prior examif

Gradual failure

Failures that could be anticipated by prior exa
As to degree:

Partial failure

Failures resultin®

complete lack (of 1
limits @: ¢

y failure

5 within

ot such

o cause
b special

‘That possible early period, beginning at some stated time and during which the fatlure rate
is decreasing rapidly (see Note 1).

Constant failure rate period

That possible period during which failures occur at an approximately uniform rate (see

Wear-out failure period

Note 1).

That possible period during which the failure rate is rapidly increasing due to deterioration
processes (see Note 1).
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4.5  Taux de défaillance moyen observé

Dans une méme population, rapport du nombre total de défaillances & la somme des temps
de fonctionnement de cette population. Le taux de défaillance moyen observé doit &tre associé
a des intervalles de temps particuliers et définis (ou & des sommes d’intervalle de temps) et & des
conditions de contrainte données (voir note 2).

4.6  Temps moyen observé jusqu’d défaillance - MTTF (pour des dispositifs non réparés)

Pour des essais tronqués et pendant une période définie de la vie des dispositifs, somme des
temps de fonctionnement d’une population, divisée par le nombre total des défaillances dans la
population pendant cette période, dans des conditions de contrainte déterminées (le temps de
fonctionnement cumulé est un produit ou une somme de produits) (voir notes 2 et 3).

47  Moyenne des temps de bon fonctionnement (observés) - MTBF (pour des~dispositifs réparables)

Sek de fonction-

§(Voir notes

2 et 3).
4.8
individus d’une
population de dispositifs dans des conditions d
5. Concepts relatifs aux essais

5.1 Essai accéléré

{u niveau fixé
ver 1’effet des
Ir &tre valable,
les modes de

positifs défail-
t méme mode

les conditions

Essai au cours duquel une contrainte est appliquée & un échantillon pendapt les périodes
successives d’égale durée, avec des niveaux croissants d’une période & la suivante.

5.5 Essai de sélection

Y r

Essai, ou séric d’essais, destiné a4 éliminer les dispositifs non satisfaisants ou susceptibles
de présenter des défaillances précoces.

Notes 1. — La figure 1, page 10, indique les parties de la courbe ol s’appliquent les définitions des paragraphes
4.2, 4.3 et 4.4,
2. — On doit stipuler les critéres qui définissent une défaillance (voir paragraphe 4.1).

3. — C’est 'inverse du taux de défaillance moyen observé au cours de la période.
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4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Mean failure rate, observed

The ratio of the total number of failures in a single population to the total cumulative observ-
ed time on that population. The observed mean failure rate is to be associated with particular,
and stated, time intervals (or summation of intervals) and stress conditions (see Note 2).

Mean time to failure, observed - MTTF (for non-repaired items)

For truncated tests for a particular period, the total time a population is observed divided
by the total number of failures in the population during the period (cumulative observed time
is a product or sum of products) and under stated stress conditions (see Notes 2 and 3).

Mean_time between failures, observed - MTRE (for repairable items) yAERN

For a stated period in the life of an item, the mean value of the leggt Ni times
betwgen. consecutive failures under stated stress conditions (see Noteg”2\and 3N

Meap life, observed (for non-repaired items)

The mean value of the lengths of observed times to fai
itemg under stated stress conditions (see Note 2).

in a sample of

Test [concepts

Accelerated test

condi-
tiong hagnify
the fesponse in a given time. modes
and/pr mechanisms of i
Acceferation fagtor

Che rat ; i C to obtain a stated proportion of failures for two

different sets of & 38 i
Faily

lice test

stress

t€st consisting of several stress levels applied sequentially for periods of equal durdtion to
one sample. During each period, a stated stress level is applied and the stress level is increased
from one step to the next.

Screening test

A test, or combination of tests, intended to remove unsatisfactory items or those likely to
exhibit early failures.

Notes 1. — Figure 1, page 10, shows the failure pattern when terms of Sub-clauses 4.2, 4.3 and 4.4 all apply to the item.

- 2. — The criteria for what constitutes a failure shall be stated (see Sub-clause 4.1).

3. — This is the reciprocal of the mean failure rate observed during the period.
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